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短桿，脱粒難突然変異の誘発によるハトムギの育種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立　野　喜代太

1　目　　的

　　ハトムギの短桿，脱粒難の系統を育種する目的で，在来種に放射線照射処理を行い，突然変異を

誘発させ，その後代で選抜を行った。

2　材料および方法

　在来種（岡山在来）の気乾種子に60Co，γ線を照射（20～35K：R）した。

5　結果および考察

　照射種子を圃場に栽培して，M2種子（約］0，000粒）を得た。

　M2世代で半稔実性の約1，000個体から採種し，　M3種子を得た。高不稔個体には染色体の異状

が，また，高稔実個体は突然変異率が低いと考えられるからである。

　M3分離世代は，　M3種子からそれぞれ8個体を養成し，約8，000個体の生育相，草丈，自然脱

粒性および種子重を調査した。その結果に基づき，①短桿（80～］】0αのの240個体を，②脱

粒難（自然脱粒性5％以内）の約500個体を，さらに③種実の重い】00粒重が】2g以上）約100

個体を選抜した。

　M4世代では，約850の選抜系統について，出穂日，草丈，種実重のほか，脱粒の難易を判定す

るためストレンメータで抗張強度を測定した。①短桿系統の草丈は，平均約】24㎝で，対照系統に

比して約工5％の短縮化を示した。また，短桿系統では主桿節数が少いことも明らかになった（表，

図省略）。②脱粒難系統のほぼ全個体について抗張強度を測定した。測定時期の違いによる測定値

の誤差を少くするため，粒の成熟をまって採穂，室内で気乾させた材料について測定した。その結

果，抗張強度の強い方向に分布のかたよりが認められ，44g以上（脱粒性やや難）の強度を示す系

統が85系統（］8％），そのうち88g以上（脱粒難i）では6系統（1．3．％）が数えられた。』 B
大粒系統，早熟系統をあわせて選抜した。いずれも選抜の効果が認められた。

　短桿，脱粒難系統を育成することにより，機械収穫作業を容易にし，収穫時の脱粒損失を軽減す

ることができると強調した。あわせて，作付の前後作の関係から早熟性が，また，多収を目的とし

た粒形質の付与が必要なことを指摘した。
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第1表　M4世代における脱粒性程度の系統間差異

抗　　張　　強　　度　　（g）
系　　統 計
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注）上段は系統数，下段は頻度を示す。
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